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The experimental details concerning the composition of the powder mixture before 

annealing. 

Table S1. Composition of Cs2Sn1‐xGaxI6‐x solid solution samples (SS series). 

№  х  m (CsI), g  m (SnI4), g  m (Ga), g  m (I), g 

1  0  0.4534  0.5466  0  0 

2  0.01  0.4536  0.5413  0.0006  0.0044 

3  0.03  0.4540  0.5308  0.0018  0.0133 

4  0.05  0.4544  0.5203  0.0030  0.0222 

5  0.07  0.4548  0.5098  0.0042  0.0311 

6  0.09  0.4551  0.4992  0.0055  0.0400 

7  0.11  0.4555  0.4887  0.0067  0.0489 

Table S2. Composition of samples for the reduction of Cs2SnI6 by metallic gallium (RS). 

№  х  m (CsI), g  m (SnI4), g  m (Ga), g 

1  0  0.4534  0.5466  0 

2  0.01  0.4579  0.5409  0.0012 

3  0.05  0.4766  0.5170  0.0064 

4  0.09  0.4969  0.4911  0.0120 

5  0.12  0.5133  0.4702  0.0165 

6  0.15  0.5308  0.4479  0.0214 

 

 

 



 

Figure S1. Optical photographs of a piece of compounds after synthesis (before grinding) for SEM 

and EDS measurements (example of SS series). 



 

Figure S2. SEM images of surface and fracture of all SS series samples. 



 

Figure S3. Secondary electron image (a) and (b) backscattered electrons image (chemical contrast) 

of fracture and (c) element distribution map of x = 0.03 SS sample. 

 

Figure S4. EDX results (SEM images and elements table) of fracture of x = 0.03 SS sample. 



 

Figure S5. Backscattered electrons (chemical contrast) images of surface (a) and (b) fracture of x = 

0.05 SS sample. 

 

Figure S6. EDX results (SEM images and elements table) of fracture of x = 0.05 SS sample. 

 



 

Figure S7. Secondary electrons image (a) and (b) backscattered electrons image (chemical contrast) 

of fracture and (c) element distribution map of x = 0.11 SS sample. (c) backscattered electrons im‐

age. 

 

Figure S8. EDX results of surface (a) and (b) fracture of x = 0.11 SS sample. (b) backscattered elec‐

trons image. 

 

 


